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Abstrak

Saat ini di Universitas Pendidikan Indonesia (Utglah terpasang sebuah “x-ray powder
diffactometer” atas bantuan Proyek PengembanganuGekolah Menengah (Proyek PGSM). Kapabilitas
difraktometer ini tidak hanya tentang kemampuanmymk membandingkan pola difraksi dari sample-
sampel berupa serbuk (powdered samples), pelat-fmgam, dsb., tetapi juga kemampuannya tentang
analisa kualitatif, analisa quantitatif, dan kontrkualitas dari bahan-bahan mentah (raw materiatign
produk-produk. Untuk keperluan ini, difraktometer dilengkapi dengan berbagai perangkat lunak
komputer dan database elektronik tentang IntermaticCenter for Diffraction Data (ICDD). Di samping
itu, alat ini juga dilengkapi dengan Auto-samplea@ber untuk 6 buah sampel sekaligus. Masing-masing
sampel holder dari auto-sample changer itu dapatumar (spin) sampel dengan laju 54 rpm.
Karakteristik alat ini adalah sebagai berikut: Ganmneter jenis vertikal, radius goniometer adalah 150
mm, sumbu scanning adal#@6, rentang scanning@adalah -3 sampai 158 minimum steg26 adalah
0,01/26, laju scanning adalah 0,8imenit sampai 100menit, x-ray take off angle adalafi éntuk fokus
garis (line focus), dan daya output maksimum siadalah 1 kW. Dalam artikel ini kami sajikan
beberapa hasil pengukuran menggunakan alat inikisampel: SiC, dan NaF. Ketiga sampel tersebut
adalah kiriman Phywe.

1. Pendahuluan.

Alat tersebut sudah dipasang dan di uji coba. Dalam proses pemasang kami
melakukan pelurusan (alignment) sumbu optik yang terdiri atas posisi fokus sinar-x,
pusat celah divergen (divergent dlit), sumbu sampel, pusat celah penerima (receiving slit),
dan posisi detektor. Hasil alignment tersebut ditunjukkan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Posisi puncak hasil alignment sumbu optik

Setelah pelurusan sumbu optik, langkah berikutnya adalah menentukan tegangan tinggi
untuk detektor (Nal Scintillation Counter), dan hasilnya adalah 647 volt.

2. Karakteristik Difraktometer Sinar-X.

Difraktometer ini dilengkapi dengan goniometer jenis vertikal yang memiliki
radius 150 mm. Sumbu scanning yang dapat dilakukan oleh difraktometer ini adalah
hanya 6/26 dengan rentang scanning 26 antara -3° sampai 150°. Minimum step 6/26



adalah 0,01/28, dan |gju scanning adalah 0,01%menit sampai 100%/menit. Sinar-X take off
angle adalah 6° untuk fokus garis (line focus), dan daya output maksimum sinar-x adalah
1 kW. Di sampingitu, dat ini jugadilengkapi dengan Auto-sample Changer untuk 6 buah

sampel sekaligus. Masing-masing sampel holder dari auto-sample changer itu dapat

memutar (spin) sampel dengan laju 54 rpm.

3. Kapabilitas Difraktometer Sinar-X.

Kapabilitas difraktometer ini tidak hanya tentang kemampuannya untuk

membandingkan pola difraksi dari sample-sampel berupa serbuk (powdered samples),

pelat-pelat logam, dsb., tetapi juga kemampuannya tentang analisa kualitatif, analisa

quantitatif, dan kontrol kualitas dari bahan-bahan mentah (raw materials), dan produk-

produk. Untuk keperluan ini, difraktometer ini dilengkapi dengan berbagai perangkat
lunak komputer dan database el ektronik tentang International Center for Diffraction Data
(ICDD). Di sampingitu, alat ini jugadilengkapi dengan Auto-sample Changer untuk 6

buah sampel sekaligus. Masing-masing sampel holder dari auto-sample changer itu dapat

memutar (spin) sampel dengan laju 54 rpm.

Database el ektronik (ICDD) dalam kaitannya dengan analisa kualitatif disediakan
untuk indetifikasi sampel dengan cara membandingkan profil difraks dari sampel dengan
standar profil difraksi dari materi yang diketahui dalam ICDD. Daam analisa kualitatif

ini hasil yang diperoleh adalah berupa posisi 20 dan intensitas dari setiap puncak.

Sebelum menetukan kedua hal tersebut, Software analisa kualitatif ini juga dilengkapi

dengan kemampuan memproses. smoothing, background elimination, Ka, elimination,
dan peak search. Tampilan dari ICDD itu sendiri dapat dilihat pada Gambar 2, sedangkan
hasi| analisa kualitatif untuk sampel SIC dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 2. Tampilan ICDD.
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Gambar 3. Hasil Search dan Analisa kualitatif untuk sampel serbuk SiC.

4. Hasll Pengukuran.

Sampel yang digunakan dalam uji cobaini adalah serbuk: SIC, dan NaF. Ketiga
sampel tersebut adalah kiriman dari Phywe, Jerman. Hasil peak search untuk ketiga
sampel tersebut masing-masing dapat dilihat pada lampiran. Di samping itu, hasil analisa
kualitatif untuk ketiga sampel itu pun dapat dilihat masing-masing pada Gambar 4 dan 5.
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Gambar 4. Hasil analisa kualitatif sampel SiC.
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Gambar 5. Hasi| analisa kualitatif sampel NaF.
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Gambar 6. Tampilan hasil analisa kuantitatif (additional method).




Terakhir adalah kapabilitas difraktomere ini dalam hal menganalisa data secara
kuantitatif, seperti ditunjukkan dalam Gambar 6. Contoh hasil analisa untuk sebuah
sampel dapat dilihat pada Gambar®6.

5. Kesimpulan.

Seperti telah dijelaskan di atas, maka difraktormeter dengan semua kapabilitas
yang terpasang saat ini telah siap digunakan untuk menganalisa sampel baik secara
kualitatif maupun kuantitatif.
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